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1 前言 

1.1 文档简介 

本文档介绍了 DragonHD 工具的使用方法。 

1.2 目标读者 

DragonHD 工具的使用者。 

1.3 适用范围 

Windows 平台。 

1.4 文档约定 

1.4.1 标志说明 

本文档采用各种醒目的标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的含义如下： 

标识 说明 

 该标志后的说明应给予格外关注，如果不遵守，可能会导致人员受伤或死亡。 

 
提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。 

 为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。 

 
一些容易忽视的小功能、技巧。了解这些功能或技巧能帮助解决特定问题或者节省

操作时间。 

 

窍门 

说明 

注意 

警告 
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2 概述 

2.1 关于 DragonHD 

DragonHD 提供一种无需下载固件，即可快速对硬件进行检测、诊断的工具手段。支持 1 拖 16，1 拖 24

和 1 拖 32 可选，多平台通用，PCBA 裸板通过 USB 连接 PC 进入测试，每台设备可单独输出 log，定位

为诊断、连通性测试、稳定性测试工具。 

2.2 工具界面 

工具界面如图 2-1 所示。 

图 2-1 工具界面示意图 
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3 使用流程 

3.1 启动工具 

双击图标打开工具后，界面可分为 4 个区域，如图 3-1 所示。 

图 3-1 区域示意图 

 

区域 1：操作区，工具的基本操作包含设置 DDR clk 频率，设置循环次数，测试设备数，自动 fel 和启动

/停止测试。 

区域 2：平台用例区，选择平台后该区域显示选定平台的所有用例，用户可展开，收缩和勾选需要测试

的用例。 

区域 3：测试信息区，该区域显示设备测试进度，测试状态，测试结果和过程日志信息。 

区域 4：软件功能区，包含的操作有打开配置模板，保存配置模板，更新升级，退出软件。 

3.1.1 勾选平台/用例 

1、选取测试平台； 
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2、调整 DDR 频率，一般以量产频率为准（下拉列表选择）； 

3、选择循环测试次数，推荐 3 次； 

4、勾选测试项，推荐全选； 

5、按“启动”按钮，然后使机器进入 efex 状态（即烧写固件状态，且请勿同时开启 PhoenixSuit 等烧写

工具，否则会导致测试失败）； 

设备进入检测状态，如图 3-2 所示。 

图 3-2 启动状态示意图 

 

自动 fel 使用说明： 

（1）此项功能支持无需按 fel 键、uboot 键或者组合键进入 fel。 

 

1、此项功能需已升级过的机器固件支持且打开了 auto-fel 功能。 

2、Uboot 中需要在对应的 defconfig 配置 CONFIG_CMD_SUNXI_AUTO_FEL=y 

3、若 u-boot 使用 sys_config 中的参数则需要在对应的 sys_config.fex 中间中添加如下配置： 

4、[target] 

注意 
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auto_fel = 1 

若 u-boot 使用 uboot-board.dts 配置参数则需要在对应的 uboot-board.dts 中间中添加如下配置: 

&target{ 

auto_fel = <1>; 

}; 

（2）支持开机状态 adb 可用下插入 usb 即跳 fel 然后进入测试。 

 

 

 

 

 

 

 

图 3-3 必选项示意图 

 

 

 

机器固件支持 adb  reboot  efex 命令且一次只能插入一台 adb 设备 

要测试的平台下所需要测试的分组都有一些必选项（一般是用于初始化），用户必须清楚哪些是与

待测设备相匹配的必选项，并勾选上，如图 3-3 所示 

注意 



                                                                     文档密级：秘密 

 版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利  6 

3.2 插拔设备 

工具进入设备检测状态后即可插入待测试设备，样机按量产方法使设备进入测试状态，运行前必须不能

同时运行其他烧录工具如 PhoenixSuit。首次使用的 USB 接口将会被记录关联，最多可关联 32 个 USB 接

口，用户必须在 USB 接口首次关联后记下 USB 口与设备号的关联 ID，并在 USB 接口标记该 ID 号，如图 

3-4 插入设备后被关联的设备 ID 为 1（设备 1 的显示由灰变黑），即在该 USB 接口贴上标号：1。此后

该 USB 接口插入的设备信息都将记录在“设备 1”一行。 

图 3-4 设备 ID 示意图 

 

 

USB 接口的关联与机器相关，如需将工具打包发送或者需要清空关联信息重新关联，请退出工具并删

除工具目录下名为 fels.bin 的文件。 

测试成功后结果如图 3-5 所示。 

注意 
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图 3-5 测试成功示意图 

 

3.3 查看日志 

在设备检测的过程中，设备被拔出之前，用户可随时点击设备号右边的“查看 LOG”查看对应设备的检

测日志。 

 

出现用户误操作的情况： 

1. 过早拔出设备并希望查看拔出前的日志时，需要查看设备拔出前的日志信息，只需手动打开工具

目录下的子目录 LOG/，找到相应设备编号的日志文件打开即可。 

2. 拔出设备后又在工具处于检测状态下插入了新的设备，这种情况下如需查看之前拔出的设备日志

信息，只需手动打开工具目录下子目录 LOG/backup/，按“设备号-日期.txt”格式查找对应日志，工

具只为每个接口保留最后 10 次插拔设备的日志信息，更早的日志信息将被永久删除。 

3.4 停止检测 

点击“停止”按钮即可停止检测。 

注意 
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3.5 语言切换 

在工具菜单上，选择“语言”，当前仅支持中文-简体，英文和中文-繁体，如图 3-6 所示。 

图 3-6 语言切换示意图 

 

语言切换成功之后，提示是否立即重启生效，如图 3-7 所示。 

图 3-7 切换成功示意图 

 

点击“确定”，工具将会自动重启生效，点击“取消”，语言切换只有在下次启动时生效。 
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4 测试用例说明 

4.1 用例列表说明 

以 A80 平台为例，工具支持对 DDR3,LP2,LP3,EMMC,NAND 进行测试，支持列表如图： 

图 4-1 A80 支持列表示意图 

 

每个模块的测试包含若干测试用例，标志为【必选】的用例为进行所选模块测试时必须手动勾选的测试

项，其他用例为可选用例，根据需要勾选后点击启动工具即可。 
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4.2 DRAM测试用例说明 

4.2.1 应用声明 

1、测试工具用于 DRAM 硬件连通性和初步稳定性测试。 

2、测试工具不可替代 DRAM 老化测试。 

工具优势:  

（1）测试便捷:裸板连接 USB 即可测试无需先下载固件。  

（2）快速定位硬件连通性:能快速定位焊接不良的颗粒(如 4*8 的颗粒可定位到具体某颗焊接不良)。  

（3）测试时间短:1MIN 可测试完一个 loop，可迅速测试出稳定性一般的 case(这些 case 上系统老化测

试 可能需要几小时才能 detect 出)。  

（4）调试问题便捷，对 DRAM 不稳定的板卡，工具端迭代修改参数测试，较上系统验证节省 90%的

时间(上案桌系统修改参数验证一轮短则 10 分钟长则几小时，工具端不到 3 分钟)。  

工具局限性:  

（1）因为测试时间短无法 cover 到所有不稳定的 case，这些 case 可能需长时间老化测试才能暴露问

题，所以本工具不能代替 DRAM 老化测试。  

（2）工具主要测试的是 DRAM 的 IO 性能，对 DRAM 内部 CELL 的物理特性测试有一定局限性(这部

分测试主要靠 DRAM 原厂保证)，所以测试工具如作为黑片筛选有一定风险。  

 

4.2.2 配置 par文件 

（1）uart_init.par 中配置打印输出口； 

（2）vol.par 中配置电压； 

（3）dram_init.par 中配置 dram 初始化参数； 

（4）para1.par 中配置 memtester 的测试参数； 

（5）para3.par 中配置 dma3_test 的测试参数； 

（6）para_all_space.par 中配置 allspace_test 的测试参数； 

 

4.2.3 par文件配置说明 

4.2.3.1 uart_init 

（1）配置文件名称为 uart_init.par。 

（2）CARD_DBG，为 1 时打开 card0 打印功能，为 0 时关闭 card0 打印功能。 

 

4.2.3.2 set_ddr_voltage 

（1）配置文件名称为 vol.par。 

（2）可配置 VCC-SYS、VCC-DRAM 和 VDD-CPU3 路电源电压。 

（3）不是每个平台都有该用例选项，这时 DRAM 相关电压由工具自动识别配置，不可以手动修改。 
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（4）当使用非标案供电方案时，可能导致工具卡死或 DRAM 报错的问题，详细见 5.3 章。 

 

4.2.3.3 dram_init 

（1）配置文件名称为 dram_init.par 或 para.par。 

（2）DRAM 初始化参数配置可通过 sdk 下 sys_config 板卡配置文件里面的 dram 参数导入。 

 

 

dram_clk 参数工具和 sys_config 上的命名有区别。 

 

4.2.3.4 memtester(dram_test) 

（1）配置文件名称为 para1.par。 

（2）v 为测试起始地址一，w 为测试起始地址二（容量的一半），size 为测试空间（单位为 Byte），core_num

为设置 cpu 运行数目。 

eg： 

R328=64MB,双核，则全测试空间配置如下： 

v =  0x40000000  //DRAM 空间起始地址 

w  =   0x42000000  //一半空间为 32M，w = v + 容量/2 

size  =  0x800000  //size = (w-v)/core_num,每个核的测试空间大小，单位 Byte； 

core_num =   0x04   //SoC CPU 核数 4 核 

（3）全空间访问测试时，将 memtester 测试空间配置为全空间（即测试板 dram 颗粒总容量）。 

（4）参数中有两组 v w size，第一组是有效的，第二组是无效的（仅用于记录）。如图 4-2 红色框里面

的才是有效的。 

图 4-2 memtester 配置示意图 

 

 

 

（1）最大支持的容量为 3GB，超过此容量的 dram，请用 3GB 计算 size。 

注意 

注意 
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（2）memtester 和 allspace 区别在于侧重点不同，memtester 主要是接口压力测试方面，allspace 主要

是全空间覆盖，让所有 bit 都翻转一遍。 

 

4.2.3.5 dma3_test 

（1）配置文件名称为 para3.par。 

（2）对 16 组地址空间进行 DMA 搬运数据测试，通常使用默认值不修改（当测试空间比实际空间大时，

高位无效）。 

（3）多 master 并行访问测试，指的是进行 dam3_test，dma3 测试时 DMA 与 CPU 作为两个 master 对

DRAM 进行访问。 

 

4.2.3.6 allspace_test 

全容量扫描 allspace_test,参数如下： 

图 4-3 全容量 allspace 配置示意图 

 

 

 

efficient 为 3 种测试模式：0-2（2 速度最快压力最小，0 速度最慢，压力最大），size 最大到 3GB。 

4.2.4 测试结果分析 

4.2.4.1 初始化失败 

如图 4-4 所示 LOG 标红代表测试失败，点击查看 LOG 可以看到 dram init fail 即 dram 初始化失败： 

图 4-4 dram 初始化失败示意图 

 

通过查看 log，可以看到通道 0 的 byte 1 及 byte 3 的 erro 标识为 1，说明错误出现在 byte 1 和 

byte 3。因此先要查看对应的原理图和 PCB，确认是哪些 DRAM 颗粒可能存在问题： 

注意 
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Byte1 和 byte3 对应的就是 DQS1 和 DQS3 的链接片子，可以确认 D3_U1 这里存在问题，通过对应  

PCB 找到 DRAM 颗粒位置，如初始化失败可先检查电源，电源无异常基本就是焊接问题，根据工具端  

打印的初始化失败的 byte 找到对应的 DRAM 片子更换即可。 

 

4.2.4.2 压力测试失败 

（1）如标红代表测试失败，点击可看到如图所示 LOG，显示 dram memtester fail 即 dram 读写测试

失败了，工具端打印出了出错的 bit 即 16bit 出错代表 dq16 出错(0x10000 换成二进制就是 16bit 为 

1)，而 bit16 就代表 byte2 的 bit0 出错(byte0:dq0~dq7,byte1:dq8~dq15,byte2:dq16~dq23,byte3:dq24~dq31)。

此外工具端初始化成功后还会打印出容量信息。如贴的是正片，说明 dram 信号不稳定，需要进一步

调节参数让 dram 子系统稳定，如贴的非正规物料可能是信号不稳定也可能是片子本身存在坏块，具

体情况还需具体分析。 

图 4-5 dram memtester fail 示意图 
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（2）如何快速定位焊接不良的颗粒（如 8pcs*4bit 的颗粒如何定位具体到某颗焊接不良） 

对于 pcb 上贴有多颗 dram 颗粒的板子，在压力测试失败的时候可通过点击工具的“查看 LOG”按

钮找出有问题的 ddr 颗粒，如图 4-6 所示，打印 dram memtester fail bit is 0x00400000，DQ20~DQ23 ERROR: 

4 表示 pcb 上 DQ20-DQ23 连线的颗粒有问题。 

图 4-6 快速定位焊接不良的颗粒示意图 
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4.2.4.3 参数修改 

前面提到测试出错，如板卡测试出错代表 DRAM 不稳定，就需要 debug，工具开放了 DRAM 的  

参数接口供开发人员进行修改，以 A64 为例先左键点击 dram_init 然后点击右键即可选择编辑参数，

如图 4-7 所示界面，可以看到此参数和 SDK 的 sys_config.fex 中的 DRAM 参数部分一样。这样就可以

直接在工具端调试，省去上系统的繁琐测试过程，可供修改的参数为 dram_zq 和 dram_mr1，即主控端

和 DRAM 端的阻抗参数。 

图 4-7 DRAM 参数修改示意图 

 

SOC 端阻抗调节，SOC 端阻抗即调节 dram_zq，以 A64 为例默认阻抗为 0x3b3bfb，对应的参数说  

明为如下表所示，4.2.4.2 中提到的压力测试失败，且出错的是 16bit 也就是 byte2 出问题，所以可以

尝试调节 byte2 的输出驱动能力或 ODT，如修改为 0x3b3dfb，再测试看是否 PASS，不断迭代修改测

试。 

 

每次修改参数都需要将工具停止后再启动，这样修改的参数才生效 

 

注意 
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DRAM 端阻抗调节，通过调节 mr1 可以修改 DRAM 端的输出驱动能力和 ODT 的，如下表所示为 mr1 

的说明，可以通过 MR1 的值来达到调节 DRAM 端的 ODT 和阻抗，默认设置 mr1=0x40，即输出驱动

能力为 RZQ/6=240Ω/6=40Ω，ODT 为 RZQ/2=240Ω/2=120Ω。当出现压力测试报错时，可以尝试修改主

控端或 DRAM 端的 ODT 或驱动能力。 

 

4.2.4.4 测试通过 

如图 4-8 所示绿色标示测试完成，无报错，说明压力测试 pass，点击查看 LOG 可看到所有测试项均 OK，  

代表工具压力测试正常。 

图 4-8 测试通过示意图 

 

 

4.3 可选用例的功能 

由于工具的测试用例支持动态更新，用例名称可能会因版本不同而有所变化，以当前版本为例。  

DDR3 测试中：（LP2,LP3 同理）  

Memtester/dma_test：用例会对 DDR 指定片区进行读/写、连通性测试和初步压力测试，  

测试通过基本可以保证烧写固件和系统启动。  



                                                                     文档密级：秘密 

 版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利  17 

set_ddr_voltage:用例功能为调节 DDR 电压。 

 

全选情况下，工具会使用默认电压完成一次 DDR 的测试，然后调节电压后重新再测试一次，  

Memtester1/dma_test1 与 Memtester/dma_test 没有本质区别。  

4.3.1 EMMC 测试：  

 

标志为【xxx*必选】的用例为进行所选模块测试时必须根据设备 DDR 类型手动勾选必选项。 

eMMC_wr_test 用例对 EMMC 进行读/写测试。  

4.3.2 NAND 测试:(注意项)  

 

 

标志为【xxx*必选】的用例为进行所选模块测试时必须根据设备 DDR 类型手动勾选必选项。 

ddr-uart 为每个测试必须勾选的项，如不勾选，则无法测试成功。 

如果要测试的 flash，工具本身不支持的话，需要用户进行配置 ID 参数，右键点击编译配置，如图 4-9

所示，具体的配置流程参考《NAND 物料调试指南》。 

注意 

注意 
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图 4-9 ID 配置示意图 

 

 

测试项功能及参数说明，如图 4-10 所示： 

图 4-10 参数表格介绍示意图 

 

如何设置此表中的参数，下面将通过结果每个测试项的内容来进行说明。 

4.3.2.1 全盘擦除 

运行全盘擦除测试项，会对 flash 进行全盘擦除操作，并且也会将坏块擦掉。 
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如图 4-10 所示，需要打开测试项 P0-全盘擦除功能，只需要将 P0 参数的 0 位配置为 1 即可。 

操作说明： 

在进行测试之前，需要在工具界面上先勾选上全盘擦除的功能项并配置，如图 4-11 所示。 

图 4-11 全盘擦除项选择示意图 

  

右键点击全盘擦除，点击编译配置，配置参数如下图 4-12 所示： 

图 4-12 全盘擦除配置示意图 

 

测试结果： 

测试完成后，在工具界面点击查看 LOG 按钮显示测试 log，如图 4-13 所示。 

图 4-13 全盘擦除成功 og 示意图 
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串口打印 Log 如图 4-14 所示。 

图 4-14 全盘擦除成功串口 log 示意图 

 

4.3.2.2 坏块扫描 

运行坏块扫描测试项，会对 flash 进行全盘坏块扫描操作，得到相应的坏块数，一般原厂坏块数小于总

块数的 2%，如果出现大于 2%坏块，说明该 flash 使用时间较长，部分出厂前好的块都被使用坏了，如

果有使用磨损平衡算法（全志平台支持），说明 flash 命不久已。建议大于 2%的坏块数就不要使用了。 

如图 4-10 所示，需要打开测试项 P1-坏块扫面功能，只需要将 P1 参数的 0 位配置为 1 即可。 

操作说明： 

参考 4.3.2.1 章节的参数介绍的操作说明。 

测试结果： 

测试完成后，在工具界面点击查看 LOG 按钮显示测试 log，如图 4-15 所示。 

图 4-15 坏块扫描成功 log 示意图 
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如图 4-16 所示，意思是 chip0 一共有 4096 个 block，其中坏块 6 个。也会在串口打印”chip 0 total block 

4096 [bad block count:6]”。 

如果坏块数大于 2%，会追加打印”[warning]The chip 0 at death's door”。 

图 4-16 坏块扫描成功串口 log 示意图 

 

4.3.2.3 ECC错误扫描 

 

 

由于数据布局的不同，只有使用全志平台的代码，写入的数据，该测试项测试才有效。 

运行 ECC 扫描测试项，会对 flash 进行全盘 ECC 扫描操作，最后会得到发生 ecc 错误的空间大小，和发

生 ecc limit 的空间大小，如果 ecc 错误的空间大于总空间的 2%，说明该 flash 使用时间较长，也有可能

是 flash 放置太久，导致出现较多的位翻转。可以对 flash 进行全盘擦除再进行扫描，看是否还大于 2%，

如果是，建议不要使用。发生 ecc limit 的空间较多的话，说明 flash 已经不太稳定了，虽然数据能纠正

过来，但是不建议继续使用。 

 

 

如图 4-10 所示，需要打开测试项 P2-ECC 错误功能，只需要将 P2 参数的 0 位配置为 1 即可。 

操作说明： 

参考 4.3.2.1 章节的参数介绍的操作说明。 

测试结果： 

测试完成后，在工具界面点击查看 LOG 按钮显示测试 log，如图 4-17 所示。 

注意 
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图 4-17 ECC 错误扫描成功 log 示意图 

 

串口 log 将会打印以下信息，意思是发生 ecc_err 和 ecc limit 的空间大小比总空间大小，如图 4-18 所示。 

图 4-18 ECC 错误扫描成功串口 log 示意图 

 

4.3.2.4 全盘读写压力测试 

如图 4-10 所示，需要打开测试项 P3-全盘读写压力测试功能，需要将 P3 参数的 0 位配置为 1，全盘读

写压力测试低 8bit 控制测试次数，bit 8~10 控制要测试大小，假设要测试 1 次，测试 1/4 的空间，配置

如下图 4-19 所示。 

图 4-19 全盘读写压力测试设置示意图 

 

参数详细说明： 
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如图 4-20 所示。 

 

 

参数的设置全部为 16 进制值。 

 

 

低 8 位(bit0~7)：控制测试次数，如图 4-19 所示，设置的 p3=0x301，低 8 位为 1，表示需要测试的次数

为 1 次，如果需要连续测试 2 次，则需要将 0x301 设置为 0x302。 

Bit8~10：控制要测试的 block 数量比例。如图 4-19 所示，设置的 p3=0x301，其中 3 表示的 bit8~10 的

设置值，3=0x11，对应图 4-20 所示的 p3 bit8~10 的值，3=0x11，这就代表着选择的测试数量比例为 1/4。 

如 flash 中有 4096 个 block，则 0x301 表示需要测试的数量为 4096 * 1/4 = 1024。 

Bit11~23：暂无使用。 

图 4-20 P3 全盘压力测试参数说明示意图 

 

操作说明： 

参考 4.3.2.1 章节的参数介绍的操作说明。 

测试结果： 

测试完成后，在工具界面点击查看 LOG 按钮显示测试 log，如图 4-21 所示。 

图 4-21 全盘压力读写测试成功 log 示意图 

 

串口 Log 信息打印，意思是读写测试 block 数，及读写异常的 block 数，如图 4-22 所示。 

注意 
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图 4-22 全盘压力读写测试成功串口 log 示意图 

 

4.3.2.5 读写测试指定块 

 

 

参数的设置全部为 16 进制值。 

 

对指定的 block 进行读写测试，测试过程会对 block 进行擦 - 写 - 读 - 校验。 

如图 4-23 所示，读写测试制定块对应图中的 p4 功能测试项，bit 0 ~15 指定要测试哪里 block，bit 15 ~23

指定要测试哪个 chip， 如需要测试 chip 0， block 100 的空间，，如果 bit15~23 没设置值，则默认为 chip0，

需配置成如图 4-24 所示。 

参数计算说明： 

如图 4-24 所示，p4=0x64 对应为的 10 进制值为 6 * 16 + 4 = 100。 

注意 
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图 4-23 读写测试指定块参数示意图 

 

图 4-24 参数配置示意图 

 

测试完成后，在工具界面点击查看 LOG 按钮显示测试 log，如图 4-25 所示。 

图 4-25 读写测试指定块 log 示意图 

 

串口 Log 信息打印，如图 4-26 所示。 

图 4-26 读写测试指定块串口 log 示意图 
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4.3.2.6 擦除指定块 

对指定的 block 进行擦除测试。 

如图 4-10 所示，读写测试制定块对应图中的 p5 功能测试项，bit 0 - 15 指定要测试哪里 block，bit 15 - 23

指定要测试哪个 chip， 如需要测试 chip 0， block 100 的空间，参数计算方式请参考章节 4.3.2.5，需配

置成如图 4-27 所示。 

图 4-27 擦除指定块配置示意图 

 

测试完成后，在工具界面点击查看 LOG 按钮显示测试 log，如图 4-28 所示。 

图 4-28 擦除指定块 log 示意图 

 

串口 Log 信息打印，如图 4-29 所示。 

图 4-29 擦除指定块串口 log 示意图 

 

4.3.2.7 使用场景 

1. flash 筛选： 

如果是为了筛选可用的 flash，运行测试项坏块扫描，当 block 数大于总 block 数的 2%，舍弃，如果坏块

扫描测试通关，再运行全盘读写压力测试项，测试次数 1，测试数据量 1/8，测试通过，则 flash 可用。 

2. 压力测试-验证 flash 稳定性： 

如果要验证 flash 的稳定性，运行全盘读写压力测试项，测试次数 50，测试数据量 all，测试通过，则 flash

没问题，如果条件允许，建议在高低温场景（高温 80，低温 -20）下进行稳定性测试。 
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5 常见问题 

5.1 接上 USB之后没有反应 

确认 1：确认工具端先点击“启动”再连接测试板。 

确认 2：确认此时芯片上成功跳 fel，确认 PC 安装了 USB 驱动。确认方法，查看 PC 设备管理器 USB 

device 中有类似如下格式的新设备“VID_1f3a_PID_efe8“。  

 

 

如果 USB 驱动不正常，建议先安装 Phoenixsuit，确保 PC 是可以正常烧录固件的。或者到全志量产工具

中心（APST）上下载驱动。 

确认 3：若测试板上没有 uboot 键，可以在串口上长输入 2，同时上电，就会进入烧写状态。 

5.2 串口没有打印 

确认 1：尝试修改 uart_init.par 的配置，CARD_DBG = 0 或 CARD_DBG = 1。 

5.3 打印 set dram_vcc 1500mv fail 

确认 1：平台支持多款 PMU 时，需要选择正确 PMU 型号。（如 A50 支持 AXP15060 和 AXP2231） 

确认 2：当使用非标案供电方案时（例如分立电源），可能出现工具无法调节 VCC-DRAM 电压的情况，

导致 dram 供电异常。通过万用表确认 VCC-DRAM 电压异常时，可用外挂电源确保 VCC-DRAM 供电。确保默

认供电是正常之后，去掉 set_ddr_voltage 用例选项可正常使用 dragonhd 工具测试。 

5.4 memtester测试时高频报错 

确认 1：确认 dram_para 参数与 DRAM 模块相对应。 

确认 2：勾选 eys_scan 测试用例时，进入了眼宽扫描测试，测试过程中会产生 memtester 报错信息。 

这是眼宽扫描测试的过程 log，不需要理会。 

5.5 memtester测试时低频报错 

确认 1：确认 memtester 设置的测试空间没有超过测试板 DRAM 容量。 

注意 
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